Solution for researching

Probeflaschen Aus Pfa Hoher Reinheit Fur

Halbleiteranwendungen Zur Lagerung Von Ultrareinen

Reagenzien Und Spurenanalyse

Artikelnummer: PL-CP194

Einfuhrung

Probeflaschen aus PFA hoher Reinheit,
konzipiert fur die Lagerung von Halbleiter-
Reagenzien und Spurenanalyse. Diese inerten
Behalter verhindern das Auslaugen von
Metallionen und Kontaminationen und
gewahrleisten die Stabilitat der Basislinie und
die Reproduzierbarkeit von Daten fir kritische
industrielle Laborprozesse und die Handhabung
von ultrareinen Fllssigkeiten. Kontaktieren Sie

uns noch heute.

Mehr erfahren

Halbleiterfertigun Lagerung und Transport von Chemikalien und Fotolacken ultrahoher
gsny Reinheit (UHP), die in der Waferverarbeitung verwendet werden.
Aufbewahrung von Proben und Standards fiir ICP-MS, ICP-OES und AAS
Spurenelementanalyse . .
in der Umwelt- oder geologischen Forschung.
. Aufbewahrung von Suspensionen, die Isopropanol, Nafion und
Lagerung von Katalysatortinte . . .
verschiedene Katalysatoren fir elektrochemische Tests enthalten.
Lagerung von Lésungsmitteln hoher Reinheit wie ultrareinem Wasser
LC-MS/MS-Probenaufbereitung 9 9 . 9 . . .
und Ammoniumacetat fir die Flissigchromatographie.
L . X Probentransfer und -lagerung fiir die Spurensiliziumanalyse in
Siliziumkonzentrationsnachweis . L
Pflanzengeweben oder Industriematerialien.
L hochk i fi hl Prob . B. HF, HNO3), di
saureaufschluss-Workflows agerung" ochkorrosiver aufgeschlossener Proben (z ), die
auf Verdiinnung und Messung warten.
Langzeitarchivierung von zertifizierten Referenzmaterialien und

Standardreferenzmaterialien
primaren Kalibrierstandards.

Handhabung von Elektrolytkomponenten und spezialisierten Additiven
in kontrollierten Laborumgebungen.

Batterieforschung

Material Perfluoroalkoxy (PFA) hoher Reinheit
Produktidentifikation PL-CP194

Temperaturbestandigkeitsbereich -200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)

Chemikalient andigk Universell (auBer geschmolzene Alkalimetalle, Fluorgas)

Hintergrund an Spurenmetallen < 10 ppt (parts per trillion) fir Hauptelemente

Verhindert Kontamination durch Spurenmetalle, die zu
Waferdefekten filhren kénnen.

Sichert ultranie-drige Hintergrundwerte und eine hohe
Datenreproduzierbarkeit.

Glatte Wande verhindern Riickstandsverluste und erhalten
die Konsistenz der Suspension.

Verhindert das Eindringen von Losungsmitteln sowie das
Auslaugen von Weichmachern oder Metallionen.

Verhindert das Auslaugen von Silizium aus den Wanden
und die Adsorption von Probenbestandteilen.

Uberlegener Widerstand gegen Mineralsauren bei erhéhten
Temperaturen.

Erhalt die Konzentrationsstabilitat durch Verhinderung von
Verdunstung und Adsorption.

Chemische Inertheit stellt sicher, dass keine
Beeintrachtigung der elektrochemischen Ergebnisse
auftritt.
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NI NTENK

Solution for researching

ur Serie PL-CP194

Oberflachenspannung/Benetzbarkeit Hydrophob, extrem niedrige Oberflachenenergie

Standardkapazitaten (Beispiele) 500 ml, 1000 ml (Vollstandig anpassbar)

. Einlagenlos, Schraubdeckel mit hohem Drehmoment fiir luftdichte

Deckeldesign X
Dichtung

Fertigungsmethode Prazisionsspritzguss und/oder benutzerdefinierte CNC-Bearbeitung

Optionen fiir Reinigung mit ultrareinem Wasser/Saure fir

Reinigungsprotokoll
fnigungsp Halbleiteranforderungen verfligbar

Abmessungen Kundenfertigung nach Spezifikationen
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